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1. Pristroje a zariadenia

OTDR

Tento pristroj sa pouZiva na meranie a testovanie priebehu uUtlmu optickej trasy. Reflektometria pouziva na
meranie metddu spatného rozptylu. Pri tejto metdde sa meria Rayleigho rozptyl, ktory prispieva k celkovému
Utlmu vildkna. OTDR teda meria odrazené impulzy vysielané samotnym optickym pristrojom. Vacésina OTDR
pristrojov pracuje v pulznom reZime. Pristroj nevysiela spojity signal, ale impulzy s dizkou od stoviek ns az ffo
desiatky ps. V doésledku vplyvu Rayleigho rozptylu na nehomogenitach sa ¢ast vykonu odraza naspa
vysielacu, prdve tento odrazeny signal sa vyhodnocuje v porovnani s pévodnym signdlom. Porovf

parametrom je vykon odrazeného signdlu. &

1.1. Opticky mikroskop Q
slizi na overenie kvality Cistoty jadra konca optického vlakna. UmozZniuje osvietenie m hoWiakna bielym,
alebo zelenym svetlom, pri ktorom su necistoty viditelnejsie. Dodato¢na nadstavba kroskop je kamera,
ktora premieta priamy obraz jadra vlakna na obrazovku. Zobrazeny obraz je mozne it pre ucely
dokumenticie.

1.2. Predradené vldkno " %

«ch Bi€ti. Pri merani sa na zacCiatku vlakna
ojenim predradeného vldkna sa tato zéna
icku trasu presnejsie a vyhodnotit aj Utlm

Predradené vldkno je délezitou sucastou merania pasivnych opt’
vyskytuje mrtva zéna, v ktorej nie je mozné merat Utlm konekto
posunie na zaciatok tohto vldkna a tym padom je mozné o
vstupného konektora.
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2. Teoretické poznatky nutné k vy vaniu merania

Na zaliatku kazdej nameranej trasy sa vy \v. Fresnelov odraz. Vykon odrazeného signdlu az tri krat

prevysuje vykon vyslaného signalu, mgfe spOsobit zahltenie fotodetektora a narusit linearitu zariadeni.
Aj ked' existuju moZnosti ako tento j tlgit, nikdy ho nie je mozné Uplne odstranit. Tento jav spdsobi, Ze pri
merani Utlmu vznikd zéna v urit@iy nosti od odrazu, v ktorej nie je mozné vykonat spravne meranie.

Utlmova mftva zéna je defipgvan vzdialenost za plochou kde prebehol odraz, v ktorej je znova mozné
merat Utlm trasy. Podob utlmovéa MZ udava Identifikacna MZ vzdialenost, ktora musi byt medzi
konektormi aby boli mﬁ%tel'né, ale pri tejto vzdialenosti nie je potrebné aby bolo mozné tuto
hodnotu zmerat.

3. Postup ia

1. Po preél'tajte a nastudujte teoretické poznatky potrebné pre toto meranie.
2. %} ujte dostupnost pristrojov a predmetov nevyhnutnych pre toto meranie.
imte sa s pristrojom OTDR (typ FTB200) .
. dradené vldkno:

4.1. Ocistite konektor predradeného vldkna.
4.2. Skontrolujte Cistotu konektora pomocou optického vldaknového mikroskopu.
4.3. Ak je vlakno Cisté pripojte ho ku OTDR.
4.4, Ocistite druhy konektor predradeného vlakna.
4.5. Skontrolujte Cistotu konektora pomocou optického vlaknového mikroskopu.
4.6. Ak je vlakno Cisté pripojte ho ku vstupu meranej trasy.
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4. Zaznam vysledkov merania

Vysledok merania pre 100 ns:
dB

15.004
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Vysledna zavislost pre 5 ns:

dB

30.004 ‘

25.004
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10.004
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Zobrazenie krivky vykon@lu a konci vldkna:
@bul'ka merania pre vinovu dizku 1310 a 1550 nm pre Glohu &.1:

1200 m

Utim [dB] 0.334 0.221

Q~ Vinova dizka 1310 nm 1550 nm

2/4




Vysledna tabulka pre ulohu ¢.2:

Vlnova dizka Vstupny konektor Vystupny konektor
(L9A) (va)

1310 nm 0,221 0,261

1550 nm 0,206 0,300

Zavislost celkového Gtlmu trasy od vinovej dizky: &
Zavislost utlmu trasy od vinovej O

04 disky Q.
0,35 Q

0,3

0,25

0,2
0,15
0,1

0,05

1310 nm,
Zavislost utlmu vstupného konektora od vIn‘e; dizky :

Zavisl \( u trasy od vinovej
0.22> — dizky

0,22

E O 1310 nm 1550 nm

5. Grafy prislusnych zavislosti I C
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6. Zaver a zhodnotenie problematiky

V tomto zadani sme sa pokusali pomocou OTDR reflektometra urcit vlastnosti pasivnej optickej trasy F
(L9A — VA4). Pasivna opticka siet neobsahuje elektrické prvky a prave tato vlastnost je vyhodou pri
prevadzkovani takejto siete. V prvom rade su naklady na takudto siet nizsie ako pri beznych sietach,
ktoré pri pouziti elektrickych optickych prvkoch vyzaduju dodatoéné napdjanie a udrzbu. Pri meranj
pomocou OTDR reflektometra sme zaznamenali hodnotu Utimu nameranu pre tu istd trasu. Z vy'/sledki
je zrejmé ze hodnota utimu je nizsia na vinovej dizke 1550 nm. Tento jav je mozné vysvetlit popndco
znamej grafickej zavislosti Gtlmu Ziarenia od vinovej dizky prenasaného Ziarenia. Pomocou Q&R
urcili hodnotu atlmu vstupného konektora, ktory bol jasne viditelny na konci predradenK

vyhodnotenie Utlmu vystupného konektora bolo potrebné zapojit OTDR reflektomete konektora

na druhom konci trasy. O
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